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บทคัดยอ 
คุณภาพของเมล็ดพันธุมีความสําคัญตอการงอกของเมล็ด โดยเฉพาะเมล็ดพริกหวานที่เกิดการเสื่อม

คุณภาพของเมล็ดอยางรวดเร็วในระหวางการเก็บรักษา ซ่ึงการเสื่อมของเมล็ดมีผลมาจากการเปลี่ยนแปลง
คุณภาพของเมล็ดทางสรีรวิทยาและชวีเคมี ในการศึกษาครั้งนี้ เรงเมล็ดพริกหวานใหเสื่อมคุณภาพทีอุ่ณหภูมิ 
42 องศาเซลเซียส ความชื้นสัมพัทธ 100% เปนเวลา 20 วันและตรวจสอบความสัมพันธระหวางการงอกของ
เมล็ดกับความสามารถในการกักเก็บสารอิเล็คโทรไลทของผนังเซลลโดยการวัด คาการนําไฟฟา(EC) 
ปริมาณ K+  Na+ และ Ca2+ ของน้ําที่แชเมล็ดของเมล็ดพริกหวานที่มีคุณภาพแตกตางกันที่ผานผนังเซลล
ออกมาในสารละลาย การทดลองพบวาเมือ่ใชเวลาเรงอายุเมล็ดนานขึ้น เปอรเซ็นตการงอกของเมล็ดลดลง 
เมื่อตรวจสอบคาการนําไฟฟาและปริมาณแรธาตุในสารละลายที่แชเมล็ด คาการนําไฟฟาและปริมาณ K+ มี
ชวงการเปลี่ยนแปลงเพิ่มขึน้ ในเมล็ดทีม่ีการเรงอายุในระหวางวนัที่ 6 ถึงวันที่ 16 ซ่ึงมีรูปแบบการ
เปลี่ยนแปลงคลายกัน สวนการเปลี่ยนแปลงปริมาณ Na+  นั้นเพิ่มขึ้นในเมล็ดที่มกีารเรงอายุระหวางวันที่ 6 
ถึงวันที1่2 เทานั้น ในกรณีปริมาณของ Ca2+ นั้นเพิ่มขึ้นในเมล็ดที่มีการเรงอายุระหวางวันที่ 12 ถึงวันที่ 16 
โดยสรุปจะเหน็วาคาการนําไฟฟา ปริมาณ K+ Na+ และ Ca2+ ของเมล็ดพริกหวานมกีารเปลี่ยนแปลงเพิ่มขึ้น
ในเมล็ดที่มีการเรงอายุในชวง 6-16 วัน แตอยางไร   ก็ตามความสามารถของผนังเซลลในเมล็ดที่มีการเรง
อายุนั้นมีความสามารถในการกักเก็บ K+ Na+ และ Ca 2+ ตางกัน มีความเปนไปไดที่จะใชปริมาณอิเล็คโทร
ไลทในการบงบอกระดับคณุภาพของเมล็ดพันธุ 
  
 


